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概要 プリント配線板上に実装されたCMOS論理 ICのリード浮きを，検査対象リードの上部とプリント配線板の下に検査

時にのみ設置した電極間に交流電圧を加え，発生する交流電界で現れる電源電流異常で検出する検査法が提案済みである。し

かし，その電極に印加する交流電圧の大きさが何によって決まるのか明らかにされていない。そこで，われわれはCMOS LSI

のリード浮き検出を可能にする交流電圧の大きさを実験により調査した。本論文ではその電圧の大きさは検査対象LSIのパッ

ケージの形状，論理しきい値電圧，使用するプリント配線板に依存すること，ならびにリード浮き発生信号線への出力論理値

に依存する場合があることを示す。

Abstract

We have proposed a supply current test method for detecting open leads in CMOS ICs. The method

is based on the supply current of a circuit made of CMOS ICs, which flows when an AC electric field

is supplied from outside the ICs. The electric field is generated by providing AC voltage between

electrodes which are placed over the targeted leads and under a targeted PCB. In this paper, we ex-

perimentally examine how large an amplitude of AC voltage should be provided between the elec-

trodes to detect open leads in the CPLD LSIs of PLCC, QFP and TQFP packages. The results reveal

that the amplitude of the AC voltage needed to enable open leads detection depends on the shape of

the package and the logic threshold voltage of the targeted ICs and printed circuit boards used. Also,

they show that in some LSIs the required amplitude depends on the output logic level to an open

lead.
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